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(57) Abstract:

(EN): This abnormality detection device is provided with: an outlier score calculation unit (3) which calculates, from abnormality
detection time-series data and as an abnormality detection outlier score, the degree of abnormality exhibited at each of a plurality
of times by afacility for which abnormalities are to be detected, said abnormality detection time-series data representing atime
series of the state of the facility at the plurality of times; an outlier data extraction unit (4) which, on the basis of the abnormality
detection outlier score at each of the plurality of times as calculated by the outlier score calculation unit (3), extracts, from the
abnormality detection time-series data and as outlier data, abnormality detection time-series data for atime period during which
an abnormality may have occurred in the facility; and an abnormality determination unit (8) which compares the waveform of

the abnormality detection outlier data extracted by the outlier data extraction unit (4) with waveform conditions for determining
that awaveform representing changes in the abnormality detection outlier data matches a waveform obtained when the facility is
operating normally, and determines whether or not the facility is operating abnormally, on the basis of the result of the comparison
between the waveform conditions and the waveform of the abnormality detection outlier data.

(FR): Laprésente invention concerne un dispositif de détection d'anomalie comprenant : une unité de calcul de score de valeur
aberrante (3) qui calcule, a partir de données chronologiques de détection d'anomalie et en tant que score de valeur aberrante de
détection d'anomalie, le degré d'anomalie présenté a chague moment d'une pluralité de moments par une installation pour laquelle
des anomalies doivent étre détectées, lesdites données chronol ogiques de détection d'anomalie représentant une chronologie de
I'état de I'installation ala pluralité de moments ; une unité d'extraction de données de valeurs aberrantes (4) qui, sur la base du score
de valeur aberrante de détection d'anomalie a chaque moment de la pluralité de momentstel que calculé par I'unité de calcul de
score de valeur aberrante (3), extrait, a partir des données chronol ogiques de détection d'anomalie et en tant que données de valeurs
aberrantes, des données chronol ogiques de détection d'anomalie pendant une période de temps pendant laquelle une anomalie

peut avoir eu lieu dansI'installation ; et une unité de détermination d'anomalie (8) qui compare laforme d'onde des données de
valeurs aberrantes de détection d'anomalie extraites par I'unité d'extraction de données de valeurs aberrantes (4) avec des conditions
de forme d'onde pour déterminer qu'une forme d'onde représentant des changements dans les données de val eurs aberrantes

de détection d'anomalie correspond a une forme d'onde obtenue lorsque I'installation fonctionne normalement, et détermine si
I'installation fonctionne anormalement ou non, sur labase du résultat de la comparai son entre les conditions de forme d'onde et la
forme d'onde des données de valeurs aberrantes de détection d'anomalie.
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